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Sposéb pomiaru szerokoSci przenoszonego pasma ézqstotliwoéci
obwodéw elektrycznych oraz ich dobroci, zwlaszcza obwodéw
o duzej selektywnosci
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Przedmiotem wynalazku jest sposob pomiaru
szerokoSci przenoszonego pasma czestotliwoSci
obwodoéw elektrycznych o duzej selektywnoS$ci
oraz ich dobroci polegajacy na zastosowaniu sy-
gnalu w postaci fali cigglej zmodulowanej am-
plitudowo przebiegiem okresowym.

Znane i stosowane sposoby pomiaru przenoszo-
nego pasma i dobroci pozwalaja w zasadzie na
dokonanie pomiaré6w wymienionych wyzej para-
metréw lecz wymagajg stosowania urzadzen
o bardzo duzej dokladno$ci i stabilno$ci.

Wymaga to z kolei rozbudowania urzgdzeh co
czyni- je skomplikowanymi i drogimi. Przy sto-
sowaniu urzgdzen o mniejszej dokladnoSci wy-
niki pomiaré6w sg obarczone duzym bledem
zwlaszcza przy pomiarach obwodéw mikrofalo-
wych 1 o bardzo duzej selektywnoS$ci (dobroci),
gdzie minimalna zmiana czestotliwo$ci powoduje
bardzo duze Zmiany amplitudy sygnatu.

Jednym z mnéjczesciej stosowanych sposobow
pomiaru szerokodci przenoszonego pasma czesto-
tliwosci jest pomiar ,punkt po punkcie”, polega-
jacy na wykre§laniu charakterystyki czestotliwo-
Sciowej, przy ktéorym zmienia sie czestotliwo§é
sygnatu wejSciowego- i odczytuje wielko§¢é napie-
cia (amplitudy) wyjSciowego.

Innym znanym sposobem jest tzw. metoda wo-
bulacyjna. Obydwa wyzej wymienione sposoby
daja Wyni‘ki obarczone duzym bledem.

Sposr6d dokladnych sposobé4w pomiaru szero-
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kosci pasma jest stosowana metoda haterodyno-
wa, wymagajgca uzycia dwéch wysoko stabilnych
generatoré6w i falomierza czestotliwo$§ci r6znico-
wej.

Wynalazek stawia sobie za cel stworzenie ta-
kiego sposobu pomiaru, ktoéry przy bardzo duzej
dokladno$§ci nie bedzie wymagal kosztownych
i skomplikowanych urzgdzen pomiarowych.

Niespodziewanie wedlug wynalazku okazalo sie
ze mozna unikngé stosowania skomplikowanych
urzadzen, jezeli sygnal o czestotliwo§ci réwmej -
Srodkowej czestotliwo§ci lub czestotliwo$ci rezo-
nansowej badanego obwodu, zostanie zmodulo-
wany amplitudowo przebiegiem okresowym. Ob-
serwujagc widmo takiego przebiegu po przejSciu
przez badany obwéd i regulujgc czestotliwo§é mo-
dulujgcg, okre§la sie warto§é -czestotliwo§ci mo-
dulujgcej fm, przy ktérej wystepuje sttumienie
przez obw6d prazkéw bocznych do wartoSci od-
powiadajacej poziomowi, na ktérym w danym
przypadku definiuje sie szeroko§é pasma prze-
noszonego. Szeroko§é przenoszonego pasma Ccze-
stotliwo§ci, okre§lona przez Af, wynosi

Af = 2fm

Sposéb pomiaru wedlug wynalazku zostanie
obja$niony blizej za pomocg rysunku, ma ktérym
fig. 1 przedstawia uklad polgczen przeznaczony
do pomiaru szeroko$ci przenoszonego pasma Czg-
stotliwo§ci, fig. 2 przedstawia rozklad widmowy
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przebiegu wyjSciowego, fig. 2a — charakterystyke
czestotliwo§ciowg 2z rozkladem widmowym prze-
biegu wyjSciowego, a fig. 2b — przedstawia przy-
padek, gdy przy ustalonej czestotliwoSci modulu-
jgcej czestotliwo$é noéng nie jest ré6wna czesto-
tliwo$ci §rodkowej badanego obwodu.

Pomiar szeroko§ci pasma odbywa sie nastepu-
jgeo: Generator 1 wytwarza sygnal, ktérego cze-
stotliwo§é jest regulowana. Sygnalem tym jest
* dulowana amplitudowo fala no$na wytwarzana
przez generator 2. Zmodulowany sygnal po wyij-
§ciu z generatora 2 jest podawany na wejScie
obwodu badanego 3. Sygnal zmodulowany po
' przejéciu przez obw6d 3 jest obserwowany na
analizatorze widma 4. Generator 2 fali noénej ma
réwniez regulowang czestotliwoSé.

W pierwszej fazie pomiaru nalezy czestotliwo$é
fali nofnej tak dobraé, aby byla réwna czestotlir
wosci §rodkowej lub rezonansowej badanego ob-
wodu. Nastepnie . reguluje sie tak czestotliwoScig
sygnalu modulujgcego fm, aby wysoko§¢ praz-
kéw bocznych byla réwna poziomowi, przy kté-
rym w danym przypadku definiuje sie szeroko§é
pasma.

Na fig. 2a przedstawione sg przykladowo dwa
prazki o wysokoci réwnej 0,5 wysokoSci prazka
podstawowego czestotliwoéci fo.

W przypadku, gdy na przyklad 2z gory jest
ustalona szerokoéf prrenoszonego pasma csesto-
tliwosci Af jakie ma przenie§é dany obwéd, to
przy ustalonej czestotliwo$ci
zmienia sle tak czestotliwoéé fo fali nofnej, aby
prazki boczne zostaly ustalone na jednym pozio-
mie. Na fig. 2b przedstawiony jest mprzypadek,
gdy prazki boczne jeszcze nie sg ustalone na jed-
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nakowym poziomie. Czestotliwos¢ fo nalezy wiec

przesungé jeszcze w kierunku mniejszych czesto-

tliwoéci, aby poziom prazkéw bocznych zostat
wyréwnany. -

Opisanym powyzej sposobem dokonuje si¢ po-
miaru dobroci rezonatoré6w w zakresie mikrofa-
lowym, gdzie dokladne i szybkie pomiary spra-
wiajg majwicksze trudnoSci. Przy dokonywaniu
pomiaru wspéiczynnik6w dobroci wnekowych w
pasmie 3 cm uzyskuje sie dokladno&§é okolo 29/,.
Sposobem wedlug wynalazku mozna mierzy¢ do-
broci obwodéw dla dowolnych czestotliwo$ci.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb pomiaru szeroko$ci przenoszonego pa-
sma czestotliwosci - obwodéw elektrycznych
oraz ich dobroci, zwlaszcza obwodéw o duzej
selektywno$ci, znamienny tym, Ze na wejscie
badanego obwodu doprowadza sie sygnat w
postaci fali cigglej, zmodulowany ampli-tudowo,‘
przebiegiem okresowym, ktéry to sygnal po
przejSciu przez badany obwéd jest doprowa-
dsany do analizatora widma, przy czym po-
zlom prazkéw bocznych czestotliwoSci modu-
lujgcej obserwowany na analizatorze jest row-
ny poziomowi, na ktérym w danym przypad-
ku okre§la sie szeroko$§é pasma.

2. Spos6h wedlug zastrz. 1, smamienny tym, ce
czestotliwo§é fali cigglej (noénej) dostraja sie
do czestotliwo§ci §rodkowej lub rezonansowej
badanego obwodu.

3. Spos6b wedtug zastrz. 1 i 2, znamienny tym,
%e czestotliwo§é sygnalu modulujacego jest re-
gulowana,
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